扫描电子显微镜&能谱仪

1、性能参数
仪器型号：日本JSM-6360LA                

HV Mode Resolution: 3.0nm @30kv   WD=8mm

LV Mode Resolution : 4.0nm @30Kv   WD=5mm

Magnification : ×5～×300,000

Detectors : Secondary Eletcron Detector


      Backscattered Electron Detector

Image Mode : Secondary Eletcron Image

            Backscattered Electron Image

            Composition Image




Topography Image

Shadow Image

Accelerating Voltage : 0.5KV～30KV(53step)

Low Vacuum Degree:  1 to270 Pa(Settable with graphic menu)

Probe Curremt: 1pA～1uA

2、应用范围
扫描电镜是在各种环境下非破坏性地分析测定各种物质的形态及成份的现代分析测试仪器。可对各种物质进行定性定量分析,元素组成及分布分析，可选用不同的样品室压力对样品进行形貌观测的成份分析，可以对金属材料、无机材料、有机材料，纳米材料进行研究及表面状态分析等诸多功能，
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